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본  과  검사원에   검사  결과에 가 운 결과  얻  수  균  검사 ,  균

검사   시   ,  균  검사  공  것 다.

재에 어  균  무  검사  균  검사 에 어 , 검사 상   재  복수 수

 건에  상 고(스  S1),  상 결과  복수매  차 상  취득 고(스  S2), 들 차 

상에 상  변  강  처리  실시 여 복수매  차 상  고(스  S3), 들 차 상  

 가  여  상  고(스  S4),   상   여 균  무  다

(스  S5).  그리고,  가 , 균  생 고  시  재에  차 상  고,

들 차 상  여  상   에, 균  생 고  역과 그  역  별

 수 도  결 다.

도 - 도2
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(72) 

 스께

본 도 도 미 꾸 시 우라 1쪼  1  1고 가
시 가 샤도시  지떼 산  내

다  야스 리

본 도 도 미 꾸 시 우라 1쪼  1  1고 가
시 가 샤도시  지떼 산  내
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특허청  

청  1 

재에 어  균  무  검사  균  검사 ,

검사 상   상  재  복수 수  건에  상 여 복수매  차 상  취득  공 과,

상  복수매  차 상에 상  변  강  처리  실시 여 복수매  차 상   공 과,

상  복수매  차 상   가  여  상   공 과,

상   상   여 균  무   공  비 고,

상   가 , 균  생 고  시  상  재에  상  복수매  차 상  

고, 들 차 상  여  상   에, 상  균  생 고  역과 그 

역  별  수 도  결  것  특징   균  검사 .

청  2 

1 에 어 , 상  재  상  시  시 고,

상  차 상  취득  공 에 어 , 상  건 , 상 각도,  ,  , 포커스 , 

량, 량,  도,  상  시 에 시시키  스트  색   계  루어지  

택  1 상  건   것  특징   균  검사 .

청  3 

1 에 어 , 상  차 상   공 에 어 ,

상  차 상 ,

각 상  차 상  공간에  미 여 얻어진 공간 미  상,

 다  수  상  건에  상  2매  상  공간 미  상  산  차 상, ,

 다  수  상  건에  상  복수매  상  차 상    상  루어지  

 택  1 상  상  고,

상  상 , 상  상  각 특  역마다, 상  복수매  차 상  1 차 상에 어  상

특  역에 상당  역  , 2 차 상에 어  상  특  역  웃  역에 상당

역    비  가산  것에   것  특징   균  검사 .

청  4 

1 에 어 , 상   가 , 상  시  재에  상   상에 어 , 상  그 

 역  도  엔트 에  상  균  생 고  역  도  엔트  비  값  극

도  결  것  특징   균  검사 .

청  5 

1 에 어 , 상  재  복수  가 주  열  시 고,

상  차 상  취득  공 ,

상  시  상 여 상 상  얻  공 과,

상  상 상에 어  연 여 열  복수   여 1개    것에  상  

차 상   공  갖고,

상  상 상  얻  공 에 어 , 상  시  각  각각 복수  상 에  상 고,

상  1개    것에  차 상   공 에 어 , 상  상 상에 어  상

복수  가 열  역  각각    ,   내에  랜 게  것  특징  
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 균  검사 .

청  6 

1 에 어 , 상  재  상  시  시 고,

상  차 상  취득  공 ,

상  시  상 여 상 상  얻  공 과,

상  상 상  타내  신  공간  신  주 수  신  변  공 과,

상  주 수  신  무아 에 상당  주 수  거  공 과,

상  무아 에 상당  주 수  거  주 수  신  공간  신  변  공  갖  것

특징   균  검사 .

청  7 

시  립  공 과,

상  시 에 균  생 고 지 여  검사  공  비 고,

상  검사  공 에 어 , 상  시  상  검사 상   재  여, 1 에 재  균

 검사  실시  것  특징   시   .

청  8 

재에 어  균  무  검사  균  검사 ,

검사 상   상  재  복수 수  건에  상  상 ,

상  상에  취득  복수매  차 상에 상  변  강  처리  실시 여 복수매  차 상

고, 상  복수매  차 상   가  여  상  고, 상   상  

 여 균  무   연산  비 고,

상   가 , 균  생 고  시  상  재에  상  복수매  차 상  

고, 들 차 상  여  상   에, 상  균  생 고  역과 그 

역  별  수 도  결  것  특징   균  검사 .

  

 상  

     술  야

본  균  검사 , 시     균  검사 에  것 , 특 , 재에 어<1>

 균  무  검사  균  검사 ,  균  검사  사  시   , 

재에 어  균  무  검사  균  검사 에  것 다.

     경  술

래 , 액  시   에 , 립 후  에  균  무  검사  고 다.  <2>

균  검사 , 검사원  안에   검사에  고 고,  문에, 검사 비  다  문 가

다.

라 , 근, 검사 상   재  라  상 고, 취득  상에  공간 미   등  <3>

여, 균  동  검  술  안 어 다(  들어, 특허 문헌 1 참 ).  그러 ,  래

동 검사 에 어 , 검사  결과가 검사원   검사  결과  지 않 다  문 가 고, 

문에, 실 에  고 지 않다.

[특허 문헌 1] 본 특허 공개 2003-066398  공보<4>
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     내

        결 고  과

본  , 검사원에   검사  결과에 가 운 결과  얻  수  균  검사 ,  균<5>

 검사   시   ,  균  검사  공  것 다.

        과  결수단

본   태양에 , 재에 어  균  무  검사  균  검사 , 검사 상<6>

  상  재  복수 수  건에  상 여 복수매  차 상  취득  공 과, 상  복수매

차 상에 상  변  강  처리  실시 여 복수매  차 상   공 과, 상  복수매

차 상   가  여  상   공 과, 상   상   여 균

무   공  비 고, 상   가 , 균  생 고  시  상  재에 

 상  복수매  차 상  고, 들 차 상  여  상   에, 상  균

 생 고  역과 그  역  별  수 도  결  것  특징   균  검사 

공 다.

본  다   태양에 , 시  립  공 과, 상  시 에 균  생 고 지<7>

여  검사  공  비 고, 상  검사  공 에 어 , 상  시  상  검사 상  

재  여, 상  균  검사  실시  것  특징   시    공 다.

본   다   태양에 , 재에 어  균  무  검사  균  검사 , 검<8>

사 상   상  재  복수 수  건에  상  상 , 상  상에  취득  복수매

차 상에 상  변  강  처리  실시 여 복수매  차 상  고, 상  복수매  차 

상   가  여  상  고, 상   상   여 균  무  

 연산  비 고, 상   가 , 균  생 고  시  상  재에  상  복수

매  차 상  고, 들 차 상  여  상   에, 상  균  생 고

 역과  그   역  별  수  도  결  것  것  특징   균  검사  가

공 다.

         과

본 에 , 검사원에   검사  결과에 가 운 결과  얻  수  균  검사 ,  균<9>

 검사   시   ,  균  검사  실  수 다.

     실시   체  내

, 도  참 , 본  실시 태에  다.<10>

우 , 본  1 실시 태에  다.<11>

도1  본 실시 태에  균  검사  시  블럭도 다.<12>

도1에 타내   같 , 본 실시 태에  균  검사 (1) , 재(100)에 어 「 균 」<13>

무  검사  다. 「 균 」 라 ,  상  재( 재)  에 어 , 어  도  

 갖고, 다  역과 색   도 등   다  역 , 결  식  것  말 다.  재

(100) ,  들어, FPD(Flat Panel Display : 평  시 ) 등  복수  가 주  열  시

고,  들어, LCD(Liquid Crystal Display : 액  시 ) 다.  균  검사 (1)에 , 상

(2), 연산 (3), 억 (4)  (5)가 마 어 다.  그리고, 연산 (3)  상 (2), 억 (4) 

(5)에 각각 어 다.

상 (2) , 검사 상   재(100)  복수 수  건에  상  고,  들어, 복수<14>

상 가 주  열  상 스  비 고 다.  건 라 ,  들어, 상 각도, 

 ,  , 포커스 , 량, 량   도  루어지   택  1  2 상

 건 고, 재(100)가 상  시  시  경우에 , , 재에 시시키  스트 

색   계 도 건에 포 다.
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연산 (3) , 상 (2)  상에  얻어진 상 상   여 복수매  차 상  취득 고,  복<15>

수매  차 상에 상  변  강  처리  실시 여 복수매  차 상  고, 들 복수매

차 상  여  상  고,   상   여 균  무   다.

차 상  여  상   에 , 억 (4)에 미리  가  다.  ,「가

」라 , 차 상  에 곱  1 트  계수 고, 차 상  수  동  개수  수  루어

지  트 다.    가 ,  균  생 고   시  재에   복수매  차  상

고, 들  여  상   에, 균  생 고  역과 그  역  별

 수 도  결  것 다.  , 재(100)가 FPD  경우에 , FPD   열 주  상 (2)  

상  열 주  차에 여, 상 상에 무아 가 생   다.   경우에 , 연산 (3)

, 상 상  무아  거 여 차 상  취득 다.  연산 (3) ,  들어, 스  컴퓨

CPU(Central Processing Unit : 앙 처리 )에  어 고,  들어, 상 (2)  억 (4)

어  겸 고 다.

억 (4) , 상 (2)  상 동 에  취득  차 상, 연산 (3)에  사  가 ,  연산<16>

(3)에  얻어진 연산 결과, , 차 상,  상,  결과 등  억  다.  억 (4) ,

 들어, HDD(Hard Disk Drive : 드 스크 드라 브) 등  억 스에  어 다.

(5) , 사  사  스 고, 연산 (3)에    동시에, 연산 (3)<17>

  보  시  것 다.  , 억 (4)에  술  가    스 도

다.  (5) ,  들어, 키보드  스  등에  어 다.  , 연산 (3), 억

(4)  (5)  1  스  컴퓨 에  어 어도 다.

다 에, 상술   같   본 실시 태에  균  검사  동 , , 본 실시 태에  <18>

균  검사 에  다.

도2  본 실시 태에  균  검사  시  도 고,<19>

도3  본 실시 태에  균  검사 에 어  상 보   시  도 다.<20>

우 , 미리 억 (4)에, 차 상    가  다.   가 , 검사원에  균<21>

생 고 다고  재  비 고, 것  시  재  고,  시  재에  복수

매  차 상  고, 들 차 상  술  가 에   에,  상에 어  균

 생 고  역과 그  역  별  수 도  결  가 다.   들어, 시  

재에   상에 어 , 균  생 고  역  도  엔트  그  역  도  엔

트 에  비  값  극  도  결  가 다.   가  균  마다 결 다.

 같 , 억 (4)에 가   후, 검사 상   재(100)  검사  다.  , 도2 <22>

도3  참 여 다.

우 ,  도2  스  S1에  타내   같 ,  상 (2)가  재(100)  복수  수  건에  복수<23>

상 다.  건 라 ,  들어, 상 각도,  ,  , 포커스 , 량, 량 

 도 고, 재(100)가 시  경우에 ,  시 에 시시키  스트  색   계

라도 다.   들어, 재(100)  상 각도  3수  변 시키 , 3  상  다.  것에

, 상 (2)  연산 (3)에 ,  들어 3매  상 상(201a, 201b, 201c)[ , 여「 상

상(201)」 라고도 ]  다.

다 에,  스  S2에 타내   같 ,  연산 (3)가,  각각  상 상(201)  차 상(202a  내지<24>

202c)[ ,  여「 차 상(202)」 라고도 ]  취득 다.  ,  상 상(201a)  차 상

(202a)  취득 고, 상 상(201b)  차 상(202b)  취득 고, 상 상(201c)  차 상

(202c)  취득 다.  , 만약 상 상에 무아 가 생 고 , 무아  거  처리  다.

, 에 라 , 트라스트   질 보 ,  상  상  규격  상 보  등  보  

다.  , 상 상(201)에  처리  보   가 없 , 상 상(201)  그 상태  차 

상(202)  다.

다 에, 스  S3에 타내   같 , 복수매  차 상(202)에 , 상  변  강  처리  실시<25>

여, 복수매  차 상(203)  다.
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 들어, 차 상(202a  내지 202c)  각각 공간에  미  것에 , 공간 미  상(204a  내지<26>

204c)[ , 여「공간 미  상(204)」 라고도 ]  다.

,  다  수  건에  상  2매  차 상(202)   공간 미  상(204)  차 상<27>

(差畵像)(205)  다.   들어, 공간 미  상(204a, 204b) , 들 차 상(205a)  고,

공간 미  상(204b, 204c) , 들 차 상(205b)  다.

,  다  수  건에  상  3매  차 상(202a 내지 202c)   여, 1매  상(206)<28>

 다.  , 상(206)에 어  각 역( 「특  역」 라고 )마다, 차 상(202a)에 어

 특  역에 상당  역  , 차 상(202b)에 어  특  역  웃  역에 상당

 역  , 차 상(202c)에 어  특  역  웃  역   웃  역에 상당

역    비  가산 여, 상(206)  특  역   다.   가산 , 상(20

6)  체 역  순차 특  역  복  것에 , 상(206)  다.

공간 미  상(204a 내지 204c), 차 상(205a, 205b),  상(206) , 차 상(203) 다.<29>

다 에, 스  S4에 타내   같 , 든 차 상(203) , 억 (4)에 억 어   가<30>

여,  상(207)  다.   상(207)  가 마다, , 균  마다 다.  

들어, 균  가 4  알   경우에 , 억 (4)에  가  4  억시  고,  가

마다 4매   상(207a 내지 207d)  다.

다 에, 스  S5에 타내   같 ,  상(207a 내지 207d)   여 균  무  다.<31>

 들어,  상(207a 내지 207d)  에 균  견 지 않  경우에,  재(100) 「 균  없

」 라고 고,  상(207a 내지 207d)  어도 1매  상에 균  견  경우에,  재

(100) 「 균  」 라고 다.

본 실시 태에 , 도2  스  S4에 타내  공 에 어  차 상   상   에<32>

 가 , 미리 검사원에  균  다고  역  본 검사 에 도 균  

다고 고, 검사원에  균  없다고  역  본 검사 에 도 균  없다고 

도  결 고 다.  것에 , 검사원에   검사  결과에 가 운 결과  얻  수  균

검사   균  검사  실  수 다.

다 에, 본  2 실시 태에  다.<33>

본 실시 태 , 시    실시 태 다.<34>

도4  본 실시 태에  시    시  도 다.<35>

우 , 도4  스  S11에 타내   같  시  립 다.  다 에, 스  S12에 타내   같 ,<36>

립  시 에  균  검사  다.  , 스  S12에 타내  균  검사 공 에 어 , 술

 1 실시 태에 어  균  검사 (도2 참 )  실시 다.  것에 , 시  다.

본 실시 태에 , 균  검사 공  동  수  문에, 시   생산   수<37>

다.

다 에, 술  각 실시 태    체 에  다.<38>

우 , 1 체 에  다.<39>

본 체 , 술  1 실시 태  체 다.  본 체 에  균  검사 , 재 , <40>

들어,   시   LCD  균  검사   것 다.

도5  본 체 에  검사  시  블럭도 고,<41>

도6  상 에  시   라  상  계  시  도 다.<42>

도5에 타내   같 , 본 체 에  균  검사 (11)에 어 , 상 (2), 연산 (3), 억<43>

(4)   (5)가  마 어  다.   그리고,  상 (2)에 ,  시  (101)  지지  가동

스 지(6) , 시 (101)  상  라(7)가 어 다.  가동 스 지(6) ,  들어, 2

 고니 스 지(goniostage)에  어 고, 시 (101)   2  라 독립  어
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수 다.

, 라(7) , CCD(Charge-Coupled Device :  결  스) 등  복수  상 가 주  <44>

열  상 스(도시 지 않 ),   상 스에  집  계(도시 지 않 )에  

어 다.  라(7)  상 스에 어  상  열 도 , 라(7)  상 에  

시 (101)  상(像)에 어  시 (101)   열 도보다도 크다.  라 , 라(7) , 

시 (101)  각  복수  상 에  상 여 상 상  취득 다.   들어, 도6에 도시

  같 , 라(7)  상 에 어 , 시 (101)  1개  (101a)  상에 , 라(7)  

상 (7a)가 9  9열  매트릭스 상  계 81개 다.  , 시 「 (繪素)」라 , 1

트  RGB  (畵素)  루어지  시  본 단  말 다.

, 연산 (3) , 상 상에 어  연 여 열  복수   포  역 , 각 역   <45>

   내에  랜 게 도  고, 각각  역에 포  복수   여 1개

  것에 , 차 상  다.

균  검사 (11)에 어  상   , 도1에 타내  균  검사 (1)  과 마찬가지<46>

다.

다 에, 본 체 에  균  검사  동 , , 본 체 에  균  검사 에  다.<47>

도7  본 체 에  검사  시  도 고,<48>

도8  시    단  역과  계  시  도 다.<49>

도9  도10  본 체 에  검사 에 어  상 보   시  도 다.  , 도9 <50>

도10  도시  간략  ,  수 만  타내고 다.

, 도11  (a)  도11  (b)  에 상 상   취 고, 에 계수  취 여, 공간 미  <51>

시  그래 , 도11  (a)  러스  마 스  2개  가우스 수    타내고, 도11

(b)  도11  (a)  등가  1개  수에  타   타낸다.

도12  에 상 상   취 고, 에 계수  취 여, 상    시  도 고,<52>

도13  (a) 내지 도13  (d)   상   상  시  도 , 도13  (a)   상  타내<53>

고, 도13  (b)  도13  (a)에 타내   상    상  타내고, 도13  (c)  다  

상  타내고, 도13  (d)  도13  (c)에 타내   상    상  타낸다.

도14  (a)  시   시  도 고, 도14  (b)  도14  (a)에 타내  시  에 <54>

마스크  시  도 다.

, 도5 내지 도14  참 여 다.<55>

우 , 미리 억 (4)(도5 참 )에, 차 상    가  타내 「가  라미  트」  <56>

다.   가  라미  트  체  결   후술 다.  억 (4)에 가  라미  트가 

상태에 , 검사 상   시 (101)  검사  다.

우 , 도7  스  S21에 타내   같  가동 스 지(6)가 시 (101)  보  지지  상태에  동<57>

 것에 , 라(7)가 시 (101)  상 다.  것에 , 상 각도  변 시키 , 시 

(101)  상 다.    들어,  상  각도  -30도  +30도  에  변 시키 ,  -30도,  -20도,

-10도, -5도, 0도, +5도, +10도, +20도, +30도  9수  상 각도  상  고, 상 상(301)  취득

다.  그리고, 취득  상 상(301) , 연산 (3)에  다.  ,「 상 각도」라 , 시 

(101)  심과 라(7)  연결  직 과 시 (101)   과  루  각도 다.

도9에 도시   같 , 상 각도가 커 , 에 시 (101)  체 역에 어  포커스  맞  수<58>

없  경우에 , 1수  상 각도에 , 포커스   다 게  복수매  상 상  취득 다.  

것에 , 어   상 상에 어  포커싱 고  역(301a)에 , 시 (101)  체 

역  커 도  다.  , 도9에 , 상 각도가 +30도 고, 3매  상 상  취득  경우  타내고 

다.

, 도6에 타내   같 , 시 (101)  각 (101a) ,  들어 9  9열  열  81개  상<59>
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(7a)에  상 다.   것에 ,  상 건  샘 링 리  만 고, 상 상(301)에 ,  

(101a)  열 주  상 (7a)  열 주  간 에  무아  생 지 않 다,

다 에, 스  S22에 타내   같 , 연산 (3)가 상 상(301)에   보  고, 다.<60>

, 상 상(301) , 라(7)  시 (101)  각 과  사  거리  차 에  곡 고 

문에, 것   상,  들어, 시 (101)  상과 사    것에 , 

상  규격 다.  , 스  S21에 타내  상 공 에 어 , 1수 에  포커스   다 게

 복수매  상 상  취득  경우 , 각 상 상  포커싱 고  역(301a)(도9 참 )만  여

1매  상   후,  다.  것에 ,  상(302)  취득 다.

 상 , 시  에 비  상도가 고, 각  지 상 어  문에, 매크<61>

결  균  에  다.  , 상 상   사 가 커  취  편 다.  라 ,

스  S23에 타내   같   상(302)  다.  체 , 평균  9  9열  매트릭스 

상  연 여 열  평균 81개   (7a)  여 1개    것에 , 상  상

도  시킨다.  ,  후  상  1개  가, 시 (101)  략 1개  (101a)에 도

 다.

그러 ,  상(302)  균 게 ,  후  상에 무아 가 생  린다.   문에, 도8에<62>

도시   같 ,    상에 어 ,   후에 1개    역[ ,「  단  역

(302a)」 라 ]    심(C)  ,   내에  랜 게 다.   들어,  단

역   9  9열   역  11  11열   역 도  에  랜 게 고, 심

(C)     상  우에 1  도  에  랜 게 다.  ,  상  

, 가우스 수  타내  가  여 여 고,  가우스 수  계수도 랜 게 다.

체 , 상   N  고,  후  상에 어  (x, y)에   <63>

 p(x, y)  고,   본래 상에 어  (X, Y)에    P(X, Y)  고,

본래 상  각 상 단  역 내에 어  (i, j)에   가  수  W(i, j)  고, (-1)

내지 (+1)  에  랜  값  취  수(亂數)  rnd1, rnd2, rnd3   ,  후  상에 어

  p(x, y) ,  수1  수2에  산 다.

[수1] <64>

<65>

[수2] <66>

<67>

 같  여  상에, 에 라 , 트라스트  상시키  등  처리  실시 다.  것에 ,<68>

차 상(303)  취득 다.

다 에, 도10  도7  스  S24에 타내   같 , 차 상(303)  공간 미  여, 공간 미  상<69>

(304)  다.  체 , 각각  차 상(303)에 , 도11  (a)에 타내   같  러스

마 스  2개  가우스 수    다.  , 차 상(303)에 , 다  커 (kernel) 사

에  다차원 링  다.   에 어 , 마 스  가우스 수가 러스  가우스 수
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보다도 폭  고, 크  가 게 어 다.  것에 , 공간 미  상(304) , 차 상

(303)에 어  공간  상  변  강  상  다.   들어, 1매  차 상(303) , 가

우스 수  상  다 게  2  공간 미  상(304a, 304b)  고,  공간 미  상(304a)

 공간 미  상(304b)  감  차 상[공간 미  상(304c)]  공간 미  상(304b)  공간 미

 상(304a)  감  차 상[공간 미  상(304d)]  다.

, 도11  (b)에 타내   같 , 도11  (a)에 타내  2개  가우스 수  루어지   략<70>

등가  1개  수  루어지   2  비 고, 들  차 상(303)에  것에 ,

공간 미  상(304e, 304f)  다.   같  여, 1매  차 상(303)  6매  공간 미  

상(304)  다.

다 에, 스  S25에 타내   같 , 공간 미  상(304)  동   에   상 ,<71>

상 각도  수  1수  어  2매  상 , 1매  차 상(305)  다.   들어, 도10에 도

시   같 , 상 각도가 +30도  공간 미  상(304a) , 상 각도가 +20도  공간 미  상

(304a)  감 여, 차 상(305a)  다.  , 상 각도가 +30도  공간 미  상(304b)  상

각도가 +20도  공간 미  상(304b)  감 여, 차 상(305b)  다.  마찬가지  여, 상 각도가 +30

도  공간  미  상(304c  내지  304f) ,  상  각도가  +20도  공간  미  상(304c  내지  304f)

감 여,  차 상(305c  내지 305f)  다.   ,  다  상 각도에 도,  마찬가지  여,  차 상

(305)  다.  차 상(305) , 상 각도  변 에  상  변  강  상  다.

편, 스  S26에 타내   같 , 스  S24  S25에 타내  공 과  별도 , 연  수  상 각도<72>

 상  3매  차 상(303)   여, 1매  상(306)  다.  체 ,  들어, 도

12에 타내   같 , 1개  극   극  사 에  2개  극  갖  수[F(x)] , 3매

차 상에  다.  , 상(306)  1개  ( ,「특  」라 )  ,  (1)

내지 (3)  값   다.

(1) 상 각도가 +30도  차 상(303)에 어   특  에   포  역(R1)(특<73>

역)  에 수[F(x)]  곱  값.

(2) 상 각도가 +20도  차 상(303)에 어  역(R1)  사 에  역(R2)  에 수[F(x)]<74>

곱  값.

(3)  상  각도가 +10도  차  상(303)에 어  역(R1,  R2)  사 에  역(R3)  에 수<75>

[F(x)]  곱  값.

, 각 역(R1 내지 R3)에 포  수  다.<76>

그리고, 상(306)  각  특   여 상술  계산  복  것에 , 상(306)  <77>

다.  상(306) , 공간  상  변 ,  상 각도  변 에  상  변   강  

상  다.

다 에, 스  S27에 타내   같 , 든 차 상, , 공간 미  상(304), 차 상(305)  상<78>

(306)  여,  상(307)  다.  상 각도가 9수  경우에 , 공간 미  상(304)  매수

54매(9수  × 6매) 고, 차 상(305)  매수  48매(8수  × 6매) 고, 상(306)  매수  7매(7수 )

문에, 계 109매  차 상  여, 1매   상(307)  다.  , 상 각도  건

도 변 시  상  경우에 , 그들 상 상  얻어진 차 상도 아울러 다.  , 차 상

  「가  라미  트」 , 억 (4)(도5 참 )에 억 어  가  라미  트, , 검

고   균  마다  가  라미  트  사 다.   같  여, 균  마다

 상  다.

다 에, 도13   스  S28에 타내   같 ,  상(307)   계  여  상<79>

(308)  고, 균  무  식별 다.  , 도13  (a), 도13  (b)에 타내   같   상

(307)   계  여, 각각 도13  (c), 도13  (d)에 타내   같   상(308)  

고, 균 (310)  무  식별 다.

다 에, 스  S29에 타내   같 ,  식별 결과   여, 균  무  다.  , 알<80>

 균  가  1 만  에 ,  스  S28에  어  식별  결과가  그  상태   결과  다.
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편, 복수  균  알  고, 복수매   상(307)   경우에 , 복수매   상

(308)  여 OR 연산  고, 어도 1매   상(307)에 어  균  생  식별  경우에

,「 균  」 라고 고, 든  상(307)에 어  균  생  식별 지 않  경우에 ,

「 균  없 」 라고 다.  , , 균  에  균  생 도  랭크  어도

고, , 각  상(307)에 ,  다  계  사 여 복수매   상  고, 균

과 그 주  계 차에  균  생 도  랭크  어도 다.

, 가  라미  트  결  에  다.  우 , 도14  (a)에 도시   같 , 검사원에<81>

 균  생 고 다고  시  비 고, 것  시  (101b)  다.  그리고, 

시  (101b)에 어 , 균 (310b)  생 고  역(311)  특 다.  , 시  (101b)에

어  역(311)  역 , 역(312)  다.

다 에, 도14  (b)에 도시   같 , 시  (101b)에  마스크 , 역(311)과 역(312)<82>

 별  수  마스크(320)  다.  , 동   균 에 , 복수매  시  (101

b)  비  수 었  경우에 , 각 시  (101b)에  복수매  마스크(320)  다.

다 에, 시  (101b)에 , 도7  스  S21 내지 S26에 타내  공  실시 고, 복수매  차 상<83>

 다.  다 에, 가  라미  트    여,  상  다.  다 에, 

 상에 마스크(320)  여, 역(311)  도  엔트 , 역(312)  도  엔트  각각 

다.  , 시  (101b)  복수매  경우에 , 든 시  (101b)에   산 여,

역(311)  엔트   역(312)  엔트  1개씩 다.

, 상   역에 어  상  변 가 심 ,  역에 어  도  변 가 커지고,<84>

도마다    타내  스 그램(histogram)   에, 그   포가 변동 다.

그  같  ,  역  도  엔트 가 커진다.  엔트 (Hf) , 도  f  고,  도(f)

  P(f)  고, 도(f)  계 수  L   ,  수3에  여 다.

[수3] <85>

<86>

 같  여  엔트  여, 역(312)( 균  생 고 지 않  역)  도  엔트 에<87>

 역(311)( 균  생 고  역)  도  엔트  비  값  다.  ,  비  값 「

엔트  비」라 다.  엔트  비  수식  타내 ,  같  다.

엔트  비 = ( 균   역  엔트 )/( 균  없  역  엔트 )<88>

다 에, 수  연산  여, 엔트  비가 극  도  가  라미  트   각 라미  값<89>

다.  체 , 가  라미  트  1개  라미  택 고,  라미   라미

 값  고  상태에 ,  1개  라미  값  재  값  량 큰 값  량  값

변 시킨다.  그리고,  3개  값  엔트  비가 가  커지  값 ,  라미  새 운 값  다.

  복 여, 엔트  비가 극   곳에 ,  라미  값  단 고 다.

다 에, 다  라미  1개 택 여, 마찬가지   고,   라미  값 , 엔트  비가<90>

극   값  다.    든 라미 에  다.  그리고, 든 라미 에  

, 엔트  비가  수  지 복 다.  것에 , 엔트  비가 극  취  가  라

미  트  결  수 다.  그 후,  결  가  라미  트  억 (4)에 억시킨다.  , 균

 가 복수   경우에 , 균  마다, 가  라미  트  결 다.

 같  여, 균  생 고  시  재에  복수매  차 상  고, 들 차<91>

상  여  상   에, 균  생 고  역과 그  역  별  수 도

 가  라미  트  결 다.

, 본 체  과에  다.<92>

- 11 -

등록특허 10-0841497



본 체 에 어 , 도7  스  S24 내지 S26에 타내  공 에 어 , 차 상  차 상  <93>

 에, 공간  상 변  강  공간 미  상, 상 각도  변 에  상 변  강

 차 상, 공간  상 변   상 각도  변 에  상 변   강  상  

고 다.  들 처리 , 간  시각에 어  지고  처리  사  것 다.  ,  에  상

게 다.

간  망막 내에 , 시 포  신 가 「아마크린 포」가 재 고, 「아마크린 포」에 ,<94>

시각  공간  변  강  포, 시간  변  강  포,  시공간  변  강  포

가 재  것  알 수 다.   문에, 간  공간 , 시간   시공간  변  상  게

식  수 다.  라 , 시  안 검사  검사원 , 래  균  검사 에  검

곤란  결  검  수  것 ,  같  아마크린 포    고  것  다.

 들어, 검사원 , 시   역  색 가,  역  색  미묘 게 다  것 , 공간

 변  강  포에 포트 어 식 고, 것  균 라  수  것  다.  ,

검사원  시  각도  꾸   시  찰  에 ,  각도  보았  에만 안

  균 , 시간   시공간  변  강  포에 포트 어 검  수  것

다.

라 , 본 체 에 어 ,  같  간  시각  포트   것에 , 간   검사<95>

에 가 운 결과  얻  것  고 다.  , 아마크린 포에  공간  변  강  , 본 

체 에 어 , 스  S24에 타내   같 , 차 상  공간 미  상  여 공간  변

 강  것에  고 다.

, 검사원  시  각도  꾸  찰  에, 아마크린 포에  시각  시간   시공간<96>

변  강  , 본 체 에 어 , 스  S25  S26에 타내   같 ,  다  상 각도

에  상  차 상  차 상  상   것에 , 간  시각  시간  변  상

각도  변  여, 고 다.  , 검사원  시  각도  꾸  찰  에 , 시간

과 각도 ( 건 )  동   고 어, 검사원  시각  시간  변  강 고 다.  것에 

, 본 체  균  검사 에 어 , 각도  변  강  상 처리   것에 , 검사

원  시각과 마찬가지  과  얻고 다.

, 본 체 에 어 , 상 건  상 각도  변 시키  에  지만, 본 실시 태<97>

것에  지 않 다.   들어, 시  균  에 , 시 에 색   시  만

고, 다  색   시  ,   시키지 않  에  지 않  균 도 다.  검

사원   같  균  검사  경우, 시 에 색  만  계  시 도 균  검  것

 곤란 지만, 시  색  시간과 께  변 시키 , 색  색  었  에,  균

 게 검  수 다.  것 , 시각  시간  변  강  포  에  것  

다.  본 실시 태에 , 검사 상  시 에 시시키  스트  색  복수  수  

고, 각 수 에 어  시  상  것에 , 러   검사   수 다.

, 본 체 에 어 , 차 상   상   에 사  가  라미  트 , 검<98>

사원에  균  다고  역  본 검사 에 도 균  다고 고, 검사원에 

 균  없다고  역  본 검사 에 도 균  없다고 도  결 고 다.  ,

가  라미  트  결 시,  검사  맞  고 다.

것에 ,  들어, 특  상 각도가 아니  식 지 않  균 에 도, 그 균   <99>

상 각도에  가  여  것에 , 실 게 검  수 다.  , 시   변동  검

사    사  같 , 검사원  게 균  아니라고 단  수  상 내  상(異常)

역 ,   상   수 다.   ,   같  여,  가  라미  트  결  것에

, 검사  결과   검사  결과에 보다  가 게  수 다.  , 처 에 균  검사

 사람  균  검  수 없다.  그러 , 균  검사  경험   것에 , 차 균  검

수 도  다.  것 , 간  뇌가 습  것에  시각 보  고, 균  검  게

고  문 라 다.  본 체 에 어 , 상술   같  가  라미  트  결  것에

, 간  뇌  가  고, 숙  검사원  습  과  도  수 다.

, 본 체 에 어 , 시  상  에, 시  각  복수  상 에  상<100>
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고 다.  ,  같  여 취득  상 상에 ,  단  역에  복수   1개

  것에 , 상 상보다도 상도가 낮  차 상  고 다.  그리고, , 각 

 단  역      각  가 , 상  수1  수2에 ,   내에  랜 게

고 다.   같 , 상 상  차 상   에, 랜  샘 링   것에  

상  주  여, 무아  억  수 다.  , 차 상  상도  감  것에 , 후

처리에 어  계산량  감 여, 처리 도  상시킬 수 다.

, 본 체 에 어 , 상 각도  어  , 상 (2)에 가동 스 지(6)    타<101>

냈지만, 시 (101)  고 고 라(7)  동시 도 다.  , 상 각도  수 , 상술  에 

지 않고,  들어, 2  라 변 시 도 다.  , 상술  가  라미  트  결  에 어

, 각 라미 ,   스타트시키고, 수  연산에  엔트  비가 가  

 수  복 여,  수 시키고  문에, 엔트  비가 극 가  가  라미  트  

견  수  지만, 그 극 가 드시 라고   수 없다.   문에, 가 다 , 다  결과에

수 어 릴 가  다.  것에 , 복수   랜 게 여 수  연산  고, 수

 결과 , 엔트  비가   결과  채  , ,  알고리   어닐링 등, 극

에 빠지  어 운 알고리  사    것에 , 가  라미  트가  값  

어 릴 험   수 다.

다 에, 2 체 에  다.<102>

본 체 에  균  검사 에 어 , 도5에 도시  라(7)에, 트릭 (telecentric<103>

lens)(도시 지 않 )가 착 어 다.  것에 , 시 (101)  경사  상  에, 

시  체에  맞  수 다.  , 상 상에 어 , 라(7)  시 (100)  각 과

 사  거리  변동에  상  곡  억  수 다.   결과, 도7  스  S21에 타내  상

공 에 어 , 큰 상 각도  상  경우에도, 상 상  1매만 취득  고, , 스  S22에 타

내   공 에 어 ,  처리가   다.  본 체 에 어  상   , 동

  과 , 술  1 체  마찬가지 다.

다 에, 3 체 에  다.<104>

도15  본 체 에  균  검사  상  시    도 고,<105>

도16  본 체 에 어  얻어지  상 상  시  도 다.<106>

도15에 도시   같 , 본 체 에  균  검사  상 (12)에 어 , 라(7)  검<107>

사 상물  시 (101) 지  에 개재 도 , 다  리 (18)  어 다.  다  리 (18) ,

 들어, 그 쪽  3  3열  매트릭스 상  어 고, 각 역   다  각도  커트  

상   재 다.

, 상 (12)에 어 , 가변 스 지(6)(도5 참 )  어 지 않고, 그 신에, 고  스 지<108>

(16)가 어 다.

도15에 도시   같 , 본 체 에 어 , 시 (101)   다  9  사  ,<109>

다  리 (18)  통과  것에  고, 그 진   동    것에 , 라

(7)에 도달 다.  것에 , 도16에 도시   같 , 라(7) , 시 (101)   다  9

 동시에 상  수 다.   결과, 취득  상 상(301b)에 ,  다  9  본 시 

(101)  다.

본 체 에 , 술  1 체  같 , 시 (101)   변 시키  상  복  가<110>

없고, 1  상에 , 시 (101)  복수 수  상 각도에  상  수 다.  것에 , 

상 각도  변경에   시간  삭감  수 어, 검사  상시킬 수 다.  , 가변 스 지가

지  문에, 검사  비  감  수 다.  본 체 에 어  상   , 동  

과 , 술  1 체  마찬가지 다.

, 본 체 에 어 , 다  리 (18)  라(7)  시 (101)과  사 에 어  <111>

타냈지만, 본 실시 태  것에 지 않고,  들어, 다  리  라  내 에 삽 어 어

도 고, , 라     1매 상  가 다  리  상  가공 어 어도 다.
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, 복수매  미러가, 다  리 과 마찬가지    실 도  어 어도 다.

다 에, 4  체 에  다.<112>

도17  (a) 내지 도17  (f)  도18  (a)  도18  (b)  에 상 상    주 수  취 고, <113>

에 신  강도  취 여, 본 체 에 어  신  처리  시  그래 다.

본 체 에 어 , 술  1 체  달리, 도7  스  S21에 타내  상 공 에 어 , 라<114>

(7)  상 에 어  라(7)  상  도  시 (101)   도 도  다.  , 시

(101)  1개   라(7)  략 1개  상 에  상 고, 스  S23에 타내   같

 상   지 않 다.  그 신, 스  S22에 어    상에 , 에 재

신  처리  다.

도17  (a), 도17  (b)  검사 상   시 (101)   상  신  시 고 다.  ,<115>

도17  (a), 도17  (b)   상 상   타내고,  신  강도  타내고 고, 도17

(a)   시  , , 상 각도가 0도    본 경우  타내고, 도17  (b)  

시   45도 경사진 , , 상 각도가 45도    본 경우  타낸다.

 같  시  라에  상 고(스  S21), (스  S22), 그  상  신 , 각각<116>

도17  (c)  도17  (d)에 타내   같  신  다.    상에 , 시   열 주

 라  상  열 주  간 에  생  무아 가 고 고,  상태에 , 균

검사   것  곤란 다.

라 , 도17  (e)  도17  (f)에 타내   같 ,  신 에 FFT(Fast Fourier Transform : 고  리<117>

에 변 )  고, 공간  신  주 수  신  변 다.  라에 어  상 (  들

어, CCD)  열 주 수  fC  고, 라  에 어  시 (  들어, LCD)   열

주 수  fD  고, 시 에 생 고  균  공간 주 수  fS  , 무아   균  공간

 주 수 , 상 각도가 0도   45도  ,  1과 같  변 다.

[ 1]<118>

<119> 주 수

무아 균

상 각도 0도 │fD - fC│ fS

45도 │2fD - fC│ 2fS

1에 타내   같 , 상 각도  변 시키 , 무아  주 수  균  주 수가  다  거동<120>

변 다.  특 , 상  열 주 수(fC)   열에  결  주 수(fD)가, 균  주 수

(fs)에 비   가 운 값  취  , 상 각도  변 에 수  주 수  변  차 가 진다.

 문에, 도17  (e)  도17  (f)에 타내   같 , 주 수  신 에 어 , 무아  주 수 

 특  수 다.

그리고, 도17  (e)  도17  (f)에 타내  신 , 무아  주 수  거 다.  것에 ,<121>

도18  (a)에 타내  신  얻  수 다.  다 에, 도18  (a)에 타내  신 에 역FFT  여, 주 수

 신  공간  신  변 다.  것에 , 도18  (b)에 타내   같  공간  신

얻  수 다.  상  처리에 , 상 상  무아  거  수 다.   상  차 상

다.  후, 도7  스  S24 후에 타내  공  실시 다.

본 체 에 , 술  1 체  비 여, 라  상도  감  수 어, 균  검사 <122>

비  억  수 다.  ,  공 (스  S22)에 어  취  량  감  문에, 처리 

도  상시킬 수 다.  본 체 에 어  상   , 동   과 , 술  1 체  마찬

가지 다.

다 에, 5 체 에  다.<123>
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상에  취득  상 상에 , 검사 상   균  에도, 도 포가 균  역( ,「<124>

사(疑似) 균 」 라 )   경우가 다.  러  사 균 에 , 시   계에 

 것과, 상   특 에  것  다.  시   계에  사 균

,  들어, 산  균 , 도  액     사  우 ,  액  

 시야각 등에  것  다.   같  사 균   경우에 어 , 검사 상  

균  도 게 검  , 사 균 과 검사 상   균  식별  가 다.

라 , 본 체 에 어 , 미리, 사 균  포 고, 균  포 지 않   상  다.<125>

체 , 시   계에  사 균 에 ,  시  계  

 여    시뮬  고,  시   라 트  사    계산 다.

그리고,  계산 결과   여, 시 과 라   계  고 여, 상 상  도 포

다.  , 상   특 에  사 균 에 ,  여 검 다.  것

에 , 상 상에  사 균  산 고,  상  다.

그리고, 도7  스  S22에 타내   상  취득  공 에 어 , 검사 상   시 <126>

얻어진  상 ,  상  감산 다.  ,  상과  상과  차 상  다.  그 후,

 차 상  여, 스  S23 후에 타내  공  실시 다.

래, 상술   같  사 균  생  경우에 어 , 사 균 과 검사 상   균<127>

동  식별  것  곤란 고, 검사원에  별에 지  수 에 없었다.  것도, 균  검사  

동    고 었다.  그러 , 본 체 에 , 사 균  생  경우에 어

도, 균  검  동  도 게  수 다.  본 체 에 어  상   , 동  

과 , 술  1 체  마찬가지 다.

다 에, 6 체 에  다.<128>

본 체 에 어 , 미리 양  시  상 상  복수매 취득  고, 들  평균 상  <129>

다.  다 에,  평균 상  여,  상  다.  후  공 , 술  5 체  마찬가지

다.  , 도7  스  S22에 타내  공 에 어 , 검사 상   시  얻어진  상

  상  감산 여 차 상  고,  차 상  여, 스  S23 후에 타내  공  실시

다.  본 체 에 도, 5 체  마찬가지  과  얻  수 다.

다 에, 7 체 에  다.<130>

도19  본 체 에  균  검사  시  도 고,<131>

도20  (a) 내지 도20  (c)  본 체  비 검사에 어  취득  차 상  시  식도 다.<132>

도19에 타내   같 , 본 체 에 어 , 우 , 스  S31에 타내   같 , 검사 상  <133>

든 시 에  비 검사  다.  그리고,  비 검사  결과, 균  생 고  가

다고  시 에 만, 스  S32에 타내  본 검사  다.

스  S31에 타내  비 검사에 어 , 상 각도, (  ) 등  건  루어지  트  복<134>

수 트 고, 들  건에 , 술  1 체 에  균  검사 ,   과검  경

 여 실시 다.  그리고, 균  검  건  트  심  여, 각 건  수  약간 변 시

키고, 다시, 술    과검  경  여 균  검사  실시 다.   들어, 균  검

건  본 건  고,  본 건에  , , 시   도에  상  도

비  다 게  건(  변경 건)과,  본 건에  상 각도  다 게  건( 상 각도 변경

건)  3 건  다.  , 본 체 에 어 , 어도 본 건에 어 , 시  각 

 략 1개  상 에  상 다.

 같  여 비 검사  , 도20  (a) 내지 도20  (c)에 도시   같  차 상  얻어진다.<135>

도20  (a)  본 건에  취득  상 고, 도20  (b)   변경 건에  취득  상 고, 도

20  (c)  상 각도 변경 건에  취득  상 다.   비 검사에 어 ,   과검  경

 고  문에, 상 체  도차가   내에  것, , 상 상  도 포가 평

탄  것 에 , 균  생 고  가  다고 다.   들어, 상 상에 무아   

 사 등  비  경우에 , 균  무에 계없 , 균  생 고  가  다고 
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다.

라 , 상 건   다  상 상 리  비  것에 , 무아    사  식별 여 검사<136>

상  다.  , 도20  (a)  도20  (b)  비 , 양   다  문에, 무아

(332)   태가 변 다.  것에 , 균 (331)   태  변 지 않 다.    태

차  여, 무아  식별 여,  무아  검사 상  다.  , 도20  (a)  도20

(c)  비 , 양  상 각도가 다  문에,  사(333)   태가 변 다.  것에 ,

균 (331)   태  변 지 않 다.  것에 ,  사  식별 여, 것  검사 상

 다.   같  여, 균  생 고  가   시  다.

그리고,  같  여  시 에 만, 스  S32에 타내  본 검사  실시 다.  , 비<137>

검사에 어 , 균  생 고  가  다고  건 근에 , 상 건  미 게 변 시

 상 다.  스  S32에 타내  본 검사 , 술  1 체 에  균  검사  동 다.

본 체 에 , 비 검사   것에 , 본 검사에 어  검사 상   시  수 <138>

건  수  수   수  문에, 본 검사에   시간  단  수 다.  편, 비 검사에 

어 ,  수  수 , 상도가 낮  상  사 여 검사 고  문에  시간  짧다.  것에 

, 검사 체   시간  단  수 다.   같 , 본 체 에 , 검  도  보  검

사 시간  단  수 다.

다 에, 8 체 에  다.<139>

본 체 , 술  2 실시 태  체 고,  상 게 , 도4  스  S11에 타내  시  <140>

립 공  체 다.  본 체 에 어 , 시  LCD  립  에  다.

우 , 어   다.  체 ,  들어, 래스  상에 폴리실리  시키고, <141>

폴리실리  상에 게 트 연막  고,  게 트 연막 상에 게 트 극  고,  게 트 극

 마스크  여 폴리실리 에 P+  도 다.  것에 , TFT(Thin Film Transistor : 막 트랜지

스 )  다.  그리고, 게 트 극  도  간 연막  막 고, 것에 택트  고, 

간 연막 상에  다.  것에 , 래스  상에 TFT  포    다.  그

후,  평탄 막  고,  ITO(Indium  tin  oxide  :  듐  주  산 물)  등  루어지   극

고,  열마다 컬러 (COA : Color filter on Array)  다.

편, 다  래스  상에 ITO 등  루어지   극  여,   다.  그리고,<142>

각 어   상에 액  고,   여, 양쪽  사  다.  것에 , LCD

가 다.  그 후, 도4  스  S12에 타내   같  균  검사  다.   검사에 , 

술  1 내지 7  어   체   수 다.

상, 실시 태  체  참 여 본  내  지만, 본  들 실시 태  체 에<143>

지 않 다.   들어, 술  각 체 에 어 , LCD 등  시  검사   타냈지만,

본  것에 지 않고,  들어, PDP(Plasma Display Panel : 라 마 스  )  균

검사에 도  가 다.  , 본 에 어 , 균  상  결   것  어  것

라도 검사 상   수 고,  들어, 도   검사 등에  수 다.

, 술  각 체 에 어 , 상 건  주  상 각도  변 시키   타냈지만, 본 <144>

 것에 지 않고,  들어,  ,  , 포커스 , 량, 량   도  

 상  건  변 시 도 고, 검사 상  시  경우에 , 들 건에 가 여, 시 에 

시시키  스트  색  /  계  변 시 도 다.

, 술  각 체 , 술  가  에 어 , 어떻게든  수 다.  , 술  각 실시<145>

태, 각 체   들   에 , 당업 가 게 계 변경    가  삭  

 것도, 본  지  포  , 본  에 포 다.

도  간단  

도1  본  1 실시 태에  균  검사  시  블럭도.<146>

도2  1 실시 태에  균  검사  시  도.<147>
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도3  1 실시 태에  균  검사 에 어  상 보   시  도 .<148>

도4  2 실시 태에  시    시  도.<149>

도5  1 체 에  검사  시  블럭도.<150>

도6  1 체 에 어 , 상 에  시   라  상  계  시  도<151>

.

도7  1 체 에  검사  시  도.<152>

도8  시    단  역과  계  시  도 .<153>

도9  1 체 에  검사 에 어  상 보   시  도 .<154>

도10  1 체 에  검사 에 어  상 보   시  도 .<155>

도11  (a)  도11  (b)  에 상 상   취 고, 에 계수  취 여, 공간 미   시<156>

 그래 , 도11  (a)  러스  마 스  2개  가우스 수    타내고, 도11  (b)

도11  (a)  등가  1개  수에  타   타내  도 .

도12  에 상 상   취 고, 에 계수  취 여, 상    시  도 .<157>

도13  (a) 내지 도13  (d)   상   상  시  도 , 도13  (a)   상  타내<158>

고, 도13  (b)  도13  (a)에 타내   상    상  타내고, 도13  (c)  다  

상  타내고, 도13  (d)  도13  (c)에 타내   상    상  타내  도 .

도14  (a)  시   시  도 고, 도14  (b)  도14  (a)에 타내  시  에 <159>

마스크  시  도 .

도15  3 체 에  균  검사  상  시    도.<160>

도16  3 체 에 어  얻어지  상 상  시  도 .<161>

도17  (a) 내지 도17  (f)  에 상 상    주 수  취 고, 에 신  강도  취 여, 본<162>

체 에 어  신  처리  시  그래 .

도18  (a)  도18  (b)  에   주 수  취 고, 에 신  강도  취 여, 본 체 에 <163>

어  신  처리  시  그래 .

도19  7 체 에  균  검사  시  도.<164>

도20  (a) 내지 도20  (c)  본 체  비 검사에 어  취득  차 상  시  식도.<165>

<도  주  에   ><166>

1, 11 : 균  검사 <167>

2, 12 : 상<168>

3 : 연산<169>

4 : 억<170>

5 : <171>

6 : 가변 스 지<172>

7 : 라<173>

7a : 상 <174>

16 : 고  스 지<175>

18 : 다  리<176>

100 : 재<177>
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101 : 시 <178>

101a : <179>

101b : 시  <180>

201, 201a, 201b, 201c : 상 상<181>

202, 202a, 202b, 202c, 303 : 차 상<182>

203 : 차 상<183>

204, 204a, 204b, 204c : 공간 미  상<184>

205, 205a, 205b, 305a 내지 305f : 차 상<185>

206, 306 : 상<186>

207, 207a, 207b, 207c, 207d, 307 :  상<187>

301, 301b : 상 상<188>

301a : 포커싱 고  역<189>

302 :  상<190>

302a :  단  역<191>

304a 내지 304f : 공간 미  상<192>

308 :  상<193>

310, 310b : 균<194>

311, 312 : 역<195>

320 : 마스크<196>

331 : 균<197>

332 : 무아<198>

333 :  사<199>

C : 심<200>
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도

    도 1

    도 2
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    도 3
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    도 4

    도 5
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    도 6
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    도 7

- 23 -

등록특허 10-0841497



    도 8
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    도 9
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    도 10

- 26 -

등록특허 10-0841497



    도 11

- 27 -

등록특허 10-0841497



    도 12

    도 13
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    도 14
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    도 15

    도 16
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    도 17
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    도 18

    도 19
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    도 20
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